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自動絶縁劣化診断装置 DAC-MAT-5 
AUTOMATIC INSULATION TESTING SET 

 

 

自動絶縁劣化診断装置 DAC-MAT-5 は、回転機の絶縁状態を自動的に測定できる試験装置です。 

本体 1 台で絶縁抵抗(メガー)、直流吸収（ＰＩ）、誘電正接(tanδ )試験を連続的に行うことが出来ますの

で、試験時間を大幅に短縮できます。また、測定データは内部メモリに保存され、外付けプリンタでの

印字も可能となります。さらに、別売の報告書作成ソフトを使用することで、絶縁特性試験結果及びレ

ーダーチャート図からの総合判定結果を出力し報告書を作成することができます。 

 

 

●メガ-、ＰＩ、tanδ 試験が連続的に測定できます。 

●コンパクトなデザインにて現場試験に最適な測定器です。 

●ｔａｎδ 試験から絶縁層内部の吸湿状態を評価できます。 

●PC ソフトにて試験結果、総合判定結果を出力します。 

●履歴データから継時変化を見ることができます。 
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自動絶縁劣化診断装置 DAC-MAT-5  

AUOTMATIC INSULATION TESTING SET 
  

  

 

 

■試験項目                         絶縁抵抗試験(1 分値) DC250V/500V/1000V 

           直流(DC)  

                                 直流吸収試験(ＰＩ)  DC500V/1000V  

                      (1～10 分間) 

交流(AC)      誘電正接(tanδ)試験  AC100Ｖ～500V 

 

■絶縁抵抗試験 ●測 定 範 囲 DC250V  100KΩ ～ 2.00GΩ  

(メガー)     DC500V  1MΩ ～ 9.99GΩ 

DC1000V  1MΩ ～ 9.99GΩ 

●最小分解能 DC250V   1kΩ   

   DC500V  0.01MΩ 

DC1000V  0.01MΩ 

●測 定 確 度 1MΩ未満  ±(10%rdg+1digit) 

   1MΩ～1GΩ ±( 5%rdg+1digit) 

           1GΩ以上  ±(10%rdg+1digit) 

 

■直流吸収試験 ●測 定 電 圧   DC500V/1000V 

(PI)       ●測 定 範 囲   1μ A～9.99mA 

●最小分解能 1nA 

●測 定 確 度 ±(5%rdg+1digit) 

●測 定 時 間   1 分～10 分(1 分単位で設定可)   

   

■誘電正接試験 ●測 定 電 圧   AC100V～500V 50/60Hz 

(tanδ)   ●測 定 範 囲   静電容量  1nF～100nF(最大 500V)/1nF～200nF(最大 250V) 

tanδ  0～60% 

●最小分解能  tanδ  0.01% 

●測 定 確 度 静電容量  ±( 2%rdg+1digit)  

           tanδ  ±(0.1%+3%rdg+1digit) 

●ｲﾝ ﾀ ﾌ ｪ ｰｽ RS232C 

●入 力 電 源 AC100V～240V±10%  50/60Hz 

●寸 法 ・質 量 W323×H135×D288(mm) 約 6kg 

●付 属 品 1) 測定ｹｰﾌﾞﾙ  1 組     ●ｵﾌﾟｼｮﾝ 1) ｻｰﾏﾙﾌﾟﾘﾝﾀ 

2) 電源ｺｰﾄﾞ    1 本             2) ｱﾙﾐﾄﾗﾝｸｹｰｽ 

3) 接地線      1 本              3) 報告書作成ｿﾌﾄ 

 

       

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                    

 

 

 

DAC-MAT-5
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●測定時の温度、湿度を必ず記録する。 

測定値は、温度、湿度の影響を受け易いため、 

必ず記録して下さい。 

●停止後の値と、時間を置いた時の値を比較する。 

測定値に、変化が有れば汚損以外に内部の吸湿

が考えられます。 

●測定値を過去データと比較する。 

構造、大きさ、電圧によっては同じ供試品でもデー

タに違いがありますので、前回値と比較する事を

推奨致します。 

絶縁特性試験 

仕様 

測定方法 



 

 

Ｒ１   ：導線の等価抵抗 

Ｃ１   ：エナメル部の静電容量 

ｔ ａｎδ １：エナメル固有の誘電体損失 

Ｃ２    ：絶縁材料全体の静電容量 

ｔ ａｎδ ２：絶縁材料全体の固有誘電体損失 

Ｒ２ ：絶縁材料全体の直流漏れ抵抗 

（メガ試験では測定不可） 

ＲＭ    ：外側の直流漏れ抵抗 

     （メガ試験の測定値） 

 

                      

   

絶縁抵抗試験は、ＤＣ２５０Ｖ、５００Ｖ、１０００Ｖの何

れかを１分間印加後の抵抗を測定します。抵抗値は、

回転機の大きさ、構造、電圧に左右されますので、

絶対値の大小ではなく、経時変化の傾向から判断

する必要があります。 

〔許容最低限界値〕 

Ｒ（ＭΩ ）＝〔定格電圧（Ｖ）〕／〔定格出力（ＫＷ）＋１０００〕 

 

 

 

直流吸収試験は、ＤＣ５００Ｖ、１０００Ｖの何れかを

印加して１分後と１０分後の電流を測定し成極指数

（ＰＩ）を求めます。絶縁層が吸湿または表面の汚損

等があれば漏れ電流は大きくなり、成極指数（ＰＩ）は

小さくなります。                    

ＰＩ（成極指数）＝１分後の電流値／１０分後の電流値   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

 

一般に、回転機やトランスなどの絶縁破壊の原因は、巻線のエナメルやそれを保護する絶縁材料の劣化で

あると言われております。この様な場合の等価回路は静電容量を含むものとなり、次の様に表す事ができま

す。図では回転機の例を示し、Ｃ、ｔａｎδ は課電部とアース間を測定することになります。 
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誘 電 正 接 （ t a n δ ） 試 験

tanδ0

PI=I(1min)/I(10min) 時間

電
流

吸収電流 Ip

全電流 Ｉa

Ia=Ip+I+It

漏れ電流I

変位電流It

直流吸収試験

ＰＩ＜１．５は要注意 

tanδ ０：１０％以内、：△tanδ １％以内  

 

誘電正接（tanδ ）試験は、ＡＣ１００～５００Ｖの範囲

で電圧を上昇、下降させて測定します。 
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２

電圧印加部 巻線の導体

外側アース

Ｕ

ＶＷ

回転機
電気機器の等価回路
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DAC-MAT-5

絶縁抵抗試験 

直流吸収試験 

誘電正接(tanδ)試験 

回転機の等価回路 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

【ｔａｎδ-電圧特性の傾向について】 

①正   常：コイルは正常で、ｔａｎδ 、△ｔａｎδ ともに小さく吸湿         

          が無く、ボイド含有率も小さく健全です。 

②劣化状態：長期間使用したコイルで、含浸材は枯れてボイド生 

           成が進んでいるため、ｔａｎδ O は小さく、△ｔａｎδは 

              大きくなっています。 

③吸湿状態：吸湿したコイルで、ｔａｎδ O は相当大きくなっていま 

        す。この場合、空隙があっても空隙の表面抵抗が低 

          下して放電し難くなっている為、ボイドに関する情報 

          は正確には得られない場合があります。 

 

誘電正接－電圧特性  

電圧  

ｔａｎδ   
③吸湿状態  
②劣化状態  
①正 常  



報告書作成ソフト  
ＯＳ：Windows®10/8/7 各日本語版         
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●自動試験データ（30 件/回）を、パソコンへ転送することができます。 

●転送された試験データから、回転機ごとに報告書を作成することができます。 

●試験結果が、判定基準に基づきレーダーチャートに書き出されます。 

●判定基準値は、用途に合わせて任意に変更することができます。 

●試験項目（絶縁抵抗、PI、tanδ 0、Δ tanδ ）ごとに、履歴管理ができます。 

 

 試験データ転送情報 判定基準値 

報告書印刷フォーム 

〒182-0036 東京都調布市飛田給 1-34-22 

TEL 042-490-6926  FAX 042-490-6806 
■大阪営業所 :〒570-0093 大阪府守口市浜町 1-1-8  TEL06-6991-9388 FAX06-6991-9389  

本社・工場    

http://www.soken-jp.com
 

まだ取り込まれていないことを 

表します。転送された場合には 

“転送済”と表示されます。 

総合判定結果に於けるレーダーチャ

ートの判定基準値となります。 

絶縁特性測定結果の判定目安に 

使用します。 

レ  チェック欄 

判定基準値に基づき自動的に 

書き出されます。(変更可能) 

所見入力が出来ますので 

総合判定等が入力可能です。 


